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SANS BASARISININ TEST ESITLEMEYE ETKISi

THE IMPACT OF CHANCE SUCCESS ON TEST EQUATING
Sibel BOZDAG", Adnan KAN™

OZET: Bu arastirmanin amaci, sans basarisinin test esitlemeye etkisi olup olmadigii incelemektir. Aragtirmada, tek
grup diizenegi, dogrusal esitleme ve esit yiizdelikli esitleme yontemleri kullanilmistir. Verilerin analizi {i¢ agamada
gerceklestirilmistir. [lk asamada sanstan armdirilnus ve armdirilmamis test puanlari icin esitleme kosullarmin saglanip
saglanmadig1 kontrol edilmis, her iki durum i¢in de testlerin ortalama giicliikleri, giivenirlikleri, ortalamalar1 ve varyanslari
arasinda 0,05 diizeyinde anlamh bir fark olmadif1 goriilmiistiir. Yapilan faktor analizi sonucunda her iki testin ayn1 yapiy1
oletiigii ve tek faktor olduklan goriilmiistiir. Tkinci asamada, dogrusal ve esit yiizdelikli esitleme yontemleri kullanilarak
esitlenmis puanlar bulunmustur. Ucgiincii asamada ise, bu yontemlere ait agirliklandirilnus hata kareleri ortalamalari
bulunmus ve hata kareleri ortalamasi en diisiik olan yontem en uygun esitleme yontemi olarak kabul edilmistir. Aragtirmanin
sonucunda, sanstan arindirilmamis test puanlarinin esitlenmesinde dogrusal esitlemenin, sanstan arindirilmis test puanlarinin
esitlenmesinde ise esit ylizdelikli esitlemenin uygun yontemler oldugu bulunmustur. Tiim hatalar g6z Oniinde
bulunduruldugunda, sanstan arindirilmus esit yiizdelikli esitleme yontemine ait hatanin en diisiik oldugu goriilmiistiir.

Anahtar sozciikler: test esitleme, dogrusal esitleme, esit yiizdelikli esitleme, test esitleme diizenekleri, sans basarisi

ABSTRACT: The objective of this study is to find out whether chance scores effects test equating, or not. Single
group design, and linear equating and equipercentile equating were used in the study. The data analysis was performed at
three stages. At the first stage, it was checked whether equating conditions are fulfilled for test score with and without the
chance success. It was identified that there is no significant difference at 0.05 level between the two situations with respect to
the mean difficulties, reliabilities, means and variances. Furthermore, at the end of the factor analysis performed, it can be
said that both tests measure the same construct. At the second stage, the equated points were found by using linear and
equipercentile equating. At the third stage, weighted mean square error of these methods was found, and the method with the
lowest weighted mean square error was accepted as the most suitable equating method. At the end of the study, it was found
out that; while linear equating is the most suitable method for equating of test points with chance success; equipercentile
equating is the most suitable method for equating test points without chance success. Overall, it was observed in the study
that the equating error is the lowest for equipercentile equating without chance success.

Keywords: test equating, linear equating, equipercentile equating, test equating design, chance scores

1. GIRIS

Test gizliliginin korunamamasi, Olgiilen degiskenin dogasindan gelen sorunlar, gegerlik ve
giivenirlik aragtirmalar1 gibi nedenlerle testlerin birden fazla formlar1 gelistirilir (Turgut, 1979). Bu
formlarda kullanilan sorular benzer icerige ve istatistiksel 6zelliklere sahip olsalar da, madde giicliik
diizeyleri arasinda fark vardir. Aym yetenegi, davramig1 veya basariy1r Olcen testlerin farkli
formlarindan alinan puanlarin karsilastirilmasi, egitimde 6nemli yer tutar (Tsai, 1997). Aym testin
farkli formlarindan alinan puanlarin karsilastirilmasi igin gelistirilen yonteme test esitleme denir. Test
esitleme, ayni yapiy1 Olcen iki formdan alinan puanlar arasinda istatistiksel iliski kurmak olarak
tamimlanabilir (Felan, 2002). Bdylece iki testten almman puanlar ayni Olgek tizerinde yer alir ve
karsilastirilabilir.

Angoff (1971), test esitlemeyi bir formun birim sistemini diger formun birim sistemine
doniistiirmek olarak tanimlar.

Test esitlemenin iki amaci vardir (Barnard, 1996). Bunlar:
e  Farkli test formlarmi alan bireyler arasinda yanlilig1 6nlemek

e Farkli formlardan aliman puanlarin aym dlgek iizerinde rapor etmek ve rapor edilen
puanlarin anlamini korumak.
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Farkli formlardan elde edilen test puanlarinm esitlenmesi ile bireylerin gelisimini 6l¢mek, egilimlerini
belirlemek ve performanslarini karsilagtirmak miimkiin olabilir. Test puanlar1 esitlenmeden once bazi
kosullarm saglanmas1 gerekir. Bunlar:

I. Paralellik (Hambelton, 1985; Kelecioglu, 1994, Sahhiiseyinoglu, 2005). Gulliksen (1967), iki
farkli testten alinan gergek puanlarm esit olmas1 durumunda, iki testin paralel oldugunu belirtir. Bu
durumun gercekte saglanmasi zordur. Bu nedenle iki testin paralel olmasi i¢in su kosullarin
saglanmasi gerekir.

e Iki test aym degiskeni dlgmelidir (Gulliksen, 1967; Angoff, 1971; Thorndike, 1982;
Woldbeck, 1998; Tanguma, 2000; Felan, 2002). Woldbeck (1998), iki testin ayn1 zamanda tek boyutlu
bir yapiya sahip olmalar1 gerektigini belirtmistir.

e Iki testin giivenirlikleri aym1 olmalidir (Angoff, 1971; Turgut, 1979; Crocker, Algina,
1986; Tanguma, 2000). Thorndike (1982) ve Angoft (1971) giivenirligin yiiksek ve benzer olmamas1
durumunda formlarm anlaml sekilde esitlenmeyecegini belirtmektedirler.

e iki testin ortalama giigliikleri ayn1 olmalidir.

e ki testin ortalama ve varyanslar1 esit olmalidir (Kelecioglu, 1994; Sahhiiseyinoglu,
2005).

I1. Simetriklik: Iki formun birim sistemleri arasidaki déniisiim, tesadiifi hatalardan kaynaklanan
farkliliklar diginda tekdir. X formundan Y formuna doniistiiriilen puanlar, Y formundan X formuna
doniistiiriilen puanlara esittir (Angoff, 1971; Tanguma, 2000; Felan, 2002).

III. Gruptan Bagimsizlik: Esitleme sonucunda elde edilen puanlarin, doniistiirmenin yapildig
gruptan bagimsiz olmasidir (Angoff, 1971; Kelecioglu, 1994 Felan, 2002). Esitleme temel olarak
hangi testin X, hangi testin Y olduguna bakilmaksizin sonucun ayni olmasin gerektirir.

IV. Esitlemenin basarili sekilde gerceklesebilmesi i¢in formlar arasindaki korelasyonun yiiksek
olmasi gerekir (Dorans, 2000).

V. Formlarin madde sayilar1 esit olmali ve formlar aym cevap formatma sahip olmalidir
(Masse, Allen, Wilson, Williams, 2006).

Esitleme yapabilmek i¢in goz Oniinde bulundurulmasi gereken iki dnemli unsur vardir
(Thorndike, 1982). Bunlar; esitleme i¢in verilerin hangi yontemlerle toplanildig1 ve esitleme i¢in hangi
istatistiksel yontemlerin kullanildigidir.

1.1. Esitleme Diizenekleri

Esitleme yapmak i¢in veri toplanmasi islemine, ‘esitleme diizenekleri > adi verilir. Esitleme
diizenekleri, tarafsiz ve ekonomik olmalidir (Thorndike, 1982). Esitleme diizenekleri hangi tiir
bilgilere ihtiya¢ duyuldugu, iki puan dagiliminin nasil oldugu, gruplarin hangi formu almas1 gerektigi
ve hangi yontemin daha ekonomik oldugu géz oniinde bulundurularak kurulur. Diizenek kurmanin 3
yolu vardir (Livingston, 2004). Bu yollar:

1. Biitiin formlar aym test grubuna uygulanir.
2. Iki form, 6lgiilen 6zellik bakimimdan ayni oldugu diisiiniilen iki gruba uygulanr.

3. Gruplara, olgiilmek istenen 6zelligi olgen, fakat bu formlardan farkli olan bir test (ankor)
uygulanir.

Bu ii¢ yol, iki formun esitlenmesi icin bes farkli diizenek kurulmasimi gerektirir. Bu
diizeneklerin hangisinin daha iyi sonu¢ verdigini sdylemek giictiir, her birinin bir digerine gore
avantajlar1 ya da dezavantajlar1 vardir. Esitleme diizenekleri ilk asamada, bu bes yontemi kapsayacak
bi¢imde ankor kullanilarak yapilan esitleme ve ankor kullanilmadan yapilan esitleme olarak ikiye
ayrilir. Ankor kullanmadan yapilan esitleme; ‘tek grup diizenegi’, ‘esdeger grup diizenegi’ ve
‘dengelenmis grup diizenegi’ olmak tiizere tige ayrilir. Bu diizenekler kullanildiginda esitleme
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iligkisinin evrene genellenebilecegi varsayilir (Livingston, 2004). Bu c¢aligmada esitleme
diizeneklerinden tek grup diizenegi kullamlmistir. Tek grup diizeneginde, iki veya daha fazla test aym
gruba uygulanir. Bu nedenle uygulamasi oldukca basit esitleme diizenegidir. Felan’a (2002) gore,
sadece bir gruba uygulandigi icin esitleme hatasi diger diizeneklerden daha kiigiiktiir. Ayni grubun her
iki formu da almasi bu diizenegi giiglii kilan bir o6zelliktir ve diger esitleme diizenekleri ile
karsilastirildiginda esitleme kesinligi daha yiiksektir (Livingston, 2004). Livingston (2004), bu
diizenegin kullanilmas1 durumunda, testi alan grubun hedef evreni temsil etmesine gerek olmadigini
ve testi alan gruptan elde edilen esitleme iligkisinin hedef evrene genellenebilecegini belirtir.

Pratikte test esitleme uygulamasinda kullanilacak iki grubun seckisiz olarak secilmesi oldukga
zordur (Tanguma, 2000). Farkli zamanlarda, farkhi formlar: alan bireyler esdeger olmayabilir. Iki
grubun seckisiz olarak secilememesi durumunda, gruplar arasindaki farkliliklar1 kontrol edebilmek
icin her iki gruba uygulanan testlerden farkli sorulara sahip fakat aym ozelligi Olgen ortak test
uygulamr. Bu ortak teste “ankor (anchor)” test denir. Ankor test gruplara her iki formdan farkli bir
form olarak verilebilecegi gibi testin bir parcasi olarak da verilebilir. Bu durumda, her iki grup farklh
iki formla birlikte ankor test alir. Esitleme i¢in en iyi ankor test, testlerin dl¢tligii niteligi dlgen ankor
testtir. Ankor madde kullanilarak yapilan testlerde esitlemenin amacina ulasabilmesi igin, ankor testin
testlerle olan korelasyonunun yiiksek ve iki formun uygulandigi gruplara ait puan dagilimlarmnin
birbirine benzer olmasi1 gerekir. Testin ve sorularin korunmasi amaciyla, ayni testin farkli formlarmin
kullanilmas1 gereken durumlarda ankor diizenek oOnerilir (Tsai, 1997). Ankor diizenek, ‘i¢ ankor’ ve
‘dis ankor’ olmak tizere ikiye ayrilir.

Iki formdan elde edilen puanlar: birbirine esitlemek ya da iki puan dizisi arasinda esitlemeye
olanak saglayacak iligkiyi belirlemek igin istatistiksel yontemler kullanilir. Bunlar;

1. Klasik Esitleme Y&ntemleri
e Dogrusal esitleme
e FEsit ylizdelikli esitleme

2. Madde Tepki Kuramina (MTK) dayali Esitleme Yontemleri olmak iizere iki kategoride
incelenebilir. Bu ¢alismada, klasik esitleme yontemleri kullanilmistir.

1.2. Dogrusal Esitleme

Standart puanlara dayanan esitleme yontemidir. Iki testten elde edilen puanlar arasinda iliski
kurmak i¢in her iki testin ortalamasi ve standart sapmasi kullanilir. Esitlenmek istenen farkl iki test X
ve Y olmak iizere, X formundan elde edilen ham puanlar ile Y formundan elde edilen ham puanlar
arasinda dogrusal bir iliski oldugundan bu yontem dogrusal esitleme adini alir. Ayni standart puanlara
karsilik gelen puanlar esittir (Angoft, 1971).

X formundan Y formuna esitlenmis puanlar ile Y formundaki ham puanlar ayni ortalamaya ve
standart sapmaya sahiptir. Bu durum (1) no’lu esitlikte agiklanmistir (Livingston, 2004):

Y —ortalama(Y) _ X —ortalama(X)

(1)
SY SX
Bu esitlik diizenlenirse,
.S, S,
Y = (S_)X + (ortalamaY — (S—).ortalamaX )
Y = (S—Y)X + (ortalamaY — (S—Y).ortalamaX ) )

Sx Sy
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S S
y y
Egimi S_ , kesme noktas1 (ortalamaY — (S_ ).ortalamaX ) olan dogru denklemi elde edilir.
X X
Dogrusal esitleme yontemi, farkli test formlarini alan gruplarm aym yetenek diizeyinde olmas1 halinde
uygulamr. Testin farkli formlarmi alan gruplar, aym yetenek diizeyinde degilse, farkli dogrusal
esitleme yontemlerinin uygulanmasi 6nerilir

Iki testin puan dagilimlar1 aym ve giivenirlikleri esit ise dogrusal esitleme yonteminin
kullanilmas1 uygundur (Thorndike, 1982; Skaggs and Lissitz; 1986; Crocker, Algina; 1986; Woldbeck,
1998). Dogrusal esitleme uygulamasi kolay ve pratik bir yontemdir.

1.3. Esit Yiizdelikli Esitleme

Dogrusal esitleme i¢in, esitlenmek istenen iki formdan elde edilen puanlarin ayn1 dagilima sahip
olmas1 gerektigi iizerinde durulur. iki form aym puan dagilimma sahip degil ise esit yiizdelikli
esitleme yontemi Onerilir (Zhu, 1998). X ve Y formlarindan (X ve Y aym giivenirlige sahip olmak
iizere) elde edilen puanlar, aym diizeltilmis ylizdelik siraya sahipse esittir (Angoff, 1971). Bu esitleme
yonteminde Form X’in dagilimi, Form Y’nin dagilimina iki testin ylizdelik siralar1 hesaplanarak
esitlenir. Iki testin puan dagilimlarmin farkli olmasi durumunda, esitleme kesinligi, esit yiizdelikli
esitleme ile saglanir (Angoff, 1971; Thorndike, 1982). Esit yiizdelikli esitleme, dogrusal esitlemeye
kiyasla daha az sayiltiya sahiptir (Woldbeck, 1998).

Esit yiizdelikli esitleme, iki basamakta gergeklestirilir. ilk olarak her iki dagilima ait puanlarin
yiizdelik siralar1 bulunur. Bu yiizdelik siralarla ham puanlara ait grafik gizilir. Ikinci basamakta ise, bu
grafikten yararlanilarak elle veya analitik yontemler ile esitlenmis puanlar bulunur.

Esit yiizdelikli esitleme igin puan dagiliminin gergin ve sikisik (puan araliklarmin daha kiiciik)
olmasi gereklidir, boylece bir formun puan dagilimi, diger formun puan dagilimina denk gelir (Angoff,
1971; Woldbeck, 1998). Esit yiizdelikli esitleme yonteminin ilk basamaginda, X ve Y formundan
alian puanlarin yiizdelik siralar1 bulunur. Bu durum Sekil 2’deki diyagram iizerinde gosterilebilir.

¥ i Dritze ltilmig
Ham Puanlatinin [« y
Puanlatinin Vizdelficteri | |
Vizdelikleri P
] -
4—
30
20
a2l 30 0 | 20 a0 gyl |
¥ ham puanlarin yizdelikleri X ham puanlarin yizdelikleri

Sekil 1: Esit yiizdelikli esitleme

Sekil 1’de goriildiigii {lizere birinci diyagram yilizdelik siralar1 gosterirken, 2. diyagram
diizeltilmis yiizdelik siralar1 gosterir. Esit ylizdelikli esitleme ydnteminin uygulanmasi karmasik bir
yapiya sahiptir. X formundaki her puan bazen Y formundaki yiizdelik sirasina karsilik gelmeyebilir.
Bu nedenle cesitli 6teleme ve diizeltme ¢aligmalar1 yapilmaktadir. Diizeltme caligmalar1 esitlemeden
once yapiliyorsa “on diizeltme (presmoothing)”, esitleme isleminden sonra yapiliyorsa “son diizeltme
(postmoothing)” adi verilir. X formundaki puanlarin yiizdelik swralari, Y formundaki yiizdelik
siralarma karsilik gelmediginde 6teleme yontemleri kullanilarak esitlenmis puanlar hesaplanir
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Livingston (2004) tarafindan Onerilen ve (3) no’lu esitlikte verilen oOteleme formiilii bu
calismaya uyarlanarak kullanilmstir.

2005 yiizdelik — 2003 altyiizdelik
2003 puan + PP - 3)
2003iistyiizdelik — 2003altyiizdelik

Esitleme yontemlerinin uygunlugu, esitleme hatasma dayali olarak belirlenir. Esitleme alaninda
yapilan bir¢cok caligmada gesitli esitleme hatalar1 hesaplanmistir. Bu hatalarin farkliligi, kavramsal
catilarmin farkli olmasindan kaynaklanir. Bunlardan biri de agwhklandirilmis hata kareleri
ortalamasidir. Esitleme yontemlerinden elde edilmis puanlarm hata miktarim belirlemek i¢in her bir
ham puan ve bu ham puana karsilik gelen esitlenmis puanlar agirliklandirilmis hata kareleri ortalamasi
ile karsilastirilir (Skaggs ve Lissitz, 1986; Kelecioglu, 1994; Sahhiiseyinoglu, 2005).

k-1 k
WMSE =3 /(X =X ,,)" 131,87 @
i=1 i=1

k :'Y testindeki madde sayisi.

S?y:Y testindeki ham puanlarm varyansi.
Xcm: Y testindeki i. ham puan.
X ;. :Esitleme yontemleriyle elde edilen ve X testindeki i. ham puana esit olan puan.

/Y testindeki i. ham puan frekansu.

Bu ¢alismada, sans basarisiin test esitlemeye etkisi incelenmistir Sans basarisi, yanmitlayicinin
coktan secmeli testte dogru cevab1 yoklanmak istenen bilgiyle degil de, tahmine giderek bulmasidir
(Turgut, 1971). Sans basarisindan dogan hata madde ve test istatistiklerine etki etmekte ve testin
gecerligi ve giivenirligini  diisiirmektedir (Baykul, 2000). Bu c¢aligmada ham puanlari, sans
basarisindan arindirmak i¢in diizeltme formiilii kullanilmistir. En ¢ok kullanilan diizeltme formiilii ise
yanlis cevaplarin bir kisminin dogru cevaplardan ¢ikarildigi formiildiir. Bu amacla diizeltilmis test
puani (D.T.P) bulunur (Turgut, 1971).

DT.P :D—L

k-1 (5)
D: Bireyin toplam dogru cevap sayisi.
Y: Bireyin yanlis cevap sayist.

k: Secenek sayisi.

1.4. Arastirmanin Amaci ve Onemi

Bu aragtirmanin amaci, sans basarisinin test esitlemeye etkisi olup olmadigini incelemektir.
Sanstan armdirilmig veya arindirilmamis ham puanlarin esitlenmesinde kullanilan yontemlerden
hangisinin daha az esitleme hatasi icerdigini bulmak amaglanmistir. Bir diger ifade ile ham puanlarin,
sans basarisindan armdirilmadan ve sans basarindan arindirilarak esitlenmesinde dogrusal esitleme ve
esit yiizdelikli esitleme yoOntemlerinden hangisinin daha uygun oldugudur. Yapilan literatiir
taramasinda, sans basarisinin test esitlemeye etkisini inceleyen bir ¢alismaya rastlanamamistir. Bu
nedenle bu caligmanin, test esitleme alaninda yapilan ¢aligmalara bir katkisi olacag: diistiniilmektedir.

Arastirmanin bir diger amaci ise, ham puanlar ile esitlenmis puanlar arasmda bir esitleme
baglantis1 kurmaktir. Bu baglant1 dogrultusunda, birbirinin yerine kullanilabilen puanlar bulunmak
istenmektedir. Ulkemizde farkli zamanlarda yapilan ve birkag yil gegerliligi olan KPSS, Akademik
Personel ve Lisansiistii Egitimi Giris Sinavi (ALES), Kamu Personeli Yabanci Dil Bilgisi Seviye
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Tespit Smavi1 (KPDS) gibi siavlar uygulanmaktadir. Bu sinavlardan farkli yillarda aliman puanlarin
ayni Glgek tizerinde yer almadig: siirece esdeger kabul edilmesi ve birbirinin yerine kullanilmas1 dogru
degildir. Puanlarm ayni dlgek iizerinde yer almasi ise, test esitleme ile saglanir. Ulkemizde kisitl
caligma alan1 bulan test esitleme, bu noktada 6ne ¢ikmaktadir. Caligmanin bir diger amaci, bu noktaya
dikkat ¢ekmektir.

1.5. Alt Problemler

1.5a. Sans basarismdan arindirilmamis 2003 ve 2005 yillar1 OKS Tiirkge testi ham puanlarinin,
esit yiizdelikli esitleme yontemi kullanilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlart nasildir?

1.5b. Sans basarisindan armdirilmamis 2003 ve 2005 yillar1 OKS Tiirkge testi ham puanlarinin,
dogrusal esitleme yontemi kullanilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlar: nasildir?

1.5¢. 2003 ve 2005 yili OKS Tiirkge alt testlerinin ham puanlarimmin sans basarisindan
armdirilmadan esitlenmesinde esit yiizdelikli esitleme ve dogrusal esitleme yontemlerinden hangisi
daha uygundur?

1.5d. Sans basarisindan arindirilan 2003 ve 2005 yillar1 OKS Tiirkge testi ham puanlarmin, esit
yiizdelikli esitleme yontemi kullanilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlari nasildir?

1.5e. Sans basarisindan armndirilan 2003 ve 2005 yillart OKS Tiirkge testi ham puanlarinin,
dogrusal esitleme yontemi kullanilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlart nasildir?

1.5f. 2003 ve 2005 yih OKS Tirk¢e alt testlerinin ham puanlarinin sans basarisindan
arindirilarak esitlenmesinde esit yilizdelikli esitleme ve dogrusal esitleme yontemlerinden hangisi daha
uygundur?

1.5g. 2003 ve 2005 yili OKS Tiirkge alt testlerinin ham puanlarmin sans bagarisindan
arindirilarak ve arindirilmayarak esitlenmesinde kullanilan dogrusal esitleme yontemlerinden hangisi
daha uygundur?

1.5h. 2003 ve 2005 yili OKS Tiirk¢e alt testlerinin ham puanlarinin sans basarisindan
arindirilarak ve arindirilmayarak esitlenmesinde kullanilan esit yiizdelikli esitleme yontemlerinden
hangisi daha uygundur?

2. YONTEM
2.1. Arastirma Grubu

Arastirma, Mersin ilinde c¢esitli ilkogretim okullarinda 6grenim goren 1031 8. smif Ggrencisi
tizerinde yliriitilmiistiir.

2.2. Veri Toplama Araci

Arastirma test esitleme yontemlerini karsilagtirmak, sans basarisinin test esitleme lizerindeki
etkisini belirlemek amaciyla 2003 ve 2005 OKS Tiirkge alt testleri ve bu testlerden elde edilen puanlar
lizerinde ylriitilmiistiir.

Arastirmada kullanilan 2003 ve 2005 OKS Tiirkge alt testlerine ait maddeler birlestirilerek 50
maddelik bir test olusturulmustur. Olusturulan 50 maddelik bu test, 2005-2006 egitim-6gretim yili
icerisinde yer alan cesitli ilkogretim okullarinda &6grenim goéren 1031 8. smf Ogrencisine
uygulanmigtir. Birlestirilen test maddeleri, 6grencilere tek oturumda verilmis, 50 dakikalik siire
taninmugtir. 2003 OKS Tiirkge alt test puanlari, 2005 OKS Tiirkce alt test puanlarma, tek grup
diizenegi kullanilarak esitlenmistir.

2.3. Verilerin Analizi

Bu calismada 2003 ve 2005 OKS Tiirkge alt testlerine ait puanlar, sans basarisindan
arindirilmadan ve armdirilarak, iki farkli yontem ile esitlenmek istenmektedir. Esitleme islemine
gecilmeden Once, her iki teste ait puanlar (5) no’lu esitlikte verilen diizeltme formiililyle sanstan
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arindirtlmig ve iki farkli ham puan tiirii elde edilmistir. Giigliik diizeyleri ayni oldugu diisiiniilen bu
testler, benzer yetenek diizeyine sahip bireylere uygulandig icin yatay esitleme yapilmistir.

Verilerin analizi {i¢ agamada gercgeklestirilmistir. Birinci agamada, esitleme kosullarinin saglanip
saglanmadii test edilmistir. Ikinci asamada, esitleme ydntemleri kullanilarak, esitlenmis puanlar elde
edilmistir. Uglincii asamada ise, her bir esitleme yontemine ait hata kareleri ortalamalar
hesaplanmustir.

I. Asama: Verilerin analizinin birinci asamasinda, esitleme kosullarinin saglanip saglanmadigi
test edilmistir

Ik olarak esitlenmek istenen testlerin tek boyutlu olup olmadiklari ve ayni yapiyr olgiip
6lgmedikleri belirlenmeye ¢alisilmistir. Esitlenmek istenen iki testin de ayni1 yapiy1 6l¢lip lgmedigine,
her iki teste ait birey-madde matrisi birlestirilerek, temel bilesenler analizi ile bakilmigtir. Temel
bilesenler analizi testlerden elde edilen madde puanlarmmin iki kategorili (dichotomous) olmasi
sebebiyle tetrakorik korelasyon matrisi {izerinden yiiriitiilmiistiir ve bu analize iligkin sonuglar Tablo
1’de verilmistir.

Tablo 1: 2003 ve 2005 OKS Testlerine ait Temel Bilesenler Analizi Sonuglar:

2003 OKS 2005 OKS BIRLESIK (2003 VE 2005
OKS)
Bilesen Ozdeger V.A.O (%) Ozdeger V.A.O (%) Ozdeger V.A.O (%)
1 8,46 33,82 8,45 33,80 15,53 31,07
2 1,30 5,25 1,67 6,70 2,05 4,12

Tablo 1’deki verilere gore gerek 2003 ve 2005 gerekse bu iki testi birlestirmek suretiyle elde
edilmis OKS test sonuglari iizerinde yiiriitiilen temel bilesenler analizi sonucunda her iki teste ve
birlestirilmis teste iliskin 6zdegerler ve varyans agiklama oranlar1 (V.A.O) birbirine ¢ok yakin ve
benzer degerlere sahiptir. Bu bulgu testlerin aym yapiy1 ve ozelligi Olctiigiine iliskin kanit olarak
kullanilabilir. Ayn1 sekilde bu 6zdegerler ve varyans aciklama oranlar1 1. faktdrden sonra keskin bir
diisiis gostermekte ve ilk faktor ile kendisinden sonra gelen ilk faktére (2. faktor) ait V.A.O ile
Ozdegerler arasmda en az 5-6 kat fark oldugu goze ¢arpmaktadir. Bu bulgu testlerin baskin tek faktore
sahip olduguna iliskin kanit olarak kullanilabilir. Hambleton ve Swaminathan (1985) bir ¢ok durumda
tek boyutluluk varsayiminin karsilanabilmesi i¢in testin baskin tek bir faktdre sahip olmasim yeterli
gormekte ve bu baskin faktorii testle olciilmek istenen 6zelik (trait) olarak tanimlamaktadir.

Sanstan armdirilmamis 2003 ve 2005 OKS Tiirkge alt testlerine ait bazi betimsel istatistikler
hesaplanmig ve Tablo-2’de verilmistir. Sanstan arindirilmamis test puanlar1 arasindaki korelasyon 0,77
olarak bulunmusgtur. Bu iligskinin oldukga yiiksek oldugu soylenebilir.

Tablo 2: Sans Basarisindan Arindirilmams 2003 ve 2005 OKS Tiirkce Alt Test Puanlarina Ait
Bazi Betimsel Istatistikler

Alt Testler - ) KR — 20 Ortalama
K N X S?x Sy Giicliik Carpiklik  Basiklik
Tiirkge 25 1031 13.47 32,7 5,72 0,853 0,539 0,051 -1,063
2003
Tiirkge 25 1031 13.09 30,3 5,50 0,846 0,524 0.100 -0,947
2005

Her bir maddenin ortalama giigliigii hesaplanip, bu giicliiklerin ortalamalar1 alinip, testin
ortalama giicliigli hesaplanmustir. Her iki testin ortalama madde gii¢liikleri arasmdaki farka, bagimsiz
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gruplar i¢in oran testi ile bakilmistir. 2003 y1l1 ve 2005 yili OKS Tiirkge testlerinin giicliikleri arasinda
fark olup olmadigna ait bilgiler Tablo—3’de verilmistir.

Tablo 3: 2003 Yili ve 2005 Y1l Sans Basarisindan Arindirilmamis Test Puanlarimin Ortalama
Giicliik Diizeylerinin Karsilastirilmasi

Alt Testler » P p
Tiirkge 2003 0,539
Tiirkge 2005 0,524 0,68 0,363

Tablo-3 incelendiginde, testlerin ortalama giicliikleri arasinda 0,05 diizeyinde manidar bir fark
olmadig1 goriilmistiir. Esitlenmek istenen testlerin, ortalama giigliikklerinin ayni olmasi sarti
saglanmaktadir.

Esitlenmek istenen testlerin esit giivenirlikte olup olmadigim belirlemek icin, her bir alt testin
KR-20 giivenirlik katsayilar1 hesaplanmistir. Giivenirlik katsayilar1 iki korelasyon katsayisi olarak
kabul edilmis ve giivenirlik katsayilarina Fischer’in Z doniistiirmesi yapilmustir. Iki giivenirlik
katsayis1 arasinda manidar bir fark olup olmadig1 Fischer’in Z istatistigi ile test edilmistir. Giivenirlik
katsayilar1 arasindaki farkin test edilmesine iliskin bulgular, Tablo-4’te verilmistir.

Tablo 4: 2003 Yih ve 2005 Yih Sans Basarisindan Arindirilmamis Test Puanlarimin
Giivenirliklerinin Karsilagtirilmasi

Alt Testler KR-20 Zr Z
Tiirkge 2003 0,853 1,242
Tiirkge 2005 0,846 1,267 0,569

Tablo-4 incelendiginde, testlerin giivenirlikleri arasinda 0,05 diizeyinde istatistiksel olarak
manidar bir fark olmadig1r goézlenmistir. Bu sonuca dayanarak esitlenmek istenen puanlarin ayni
giivenirlik diizeyine sahip oldugu sdylenebilir.

Diger esitleme sartlari ise, iki testin ortalamalar1 ve varyanslarinin esit olmasidir. Alt testlerin
ortalamalar1 arasindaki farka bagimsiz gruplar icin t testi ile bakilmustir. Iki testin varyanslar
arasindaki farka F testi ile bakilmigtir. Bulunan sonuglar Tablo—5’de verilmistir.

Tablo5: 2003 Yih ve 2005 Yih Sans Basarisindan Arimndirilmamis Test Puanlarimin
Ortalamalarinin ve Varyanslarinin Karsilastirilmasi

Alt Testler )} t p S2x F P
Tiirkge 2003 13.476 32,773
1,553 0,121
Tiirkge 2005 13.092 30,268 1,08 0,202

Tablo—5 incelendiginde, testlerin ortalamalar1 ve varyanslar1 arasinda manidar bir fark olmadigi
gdzlenmistir.

Tim bu test sonuglarima dayanarak, sans basarisindan arindirilmayan test puanlari igin esitleme
sartlarinin saglandigi sdylenebilir. Bu islemlerden sonra, sans basarisindan arindirilan ham puanlar
igin esitleme sartlarinm saglanip saglanmadig1 kontrol edilmistir. Ilk olarak sanstan armdirilmis test
puanlar1 arasindaki korelasyon 0,78 olarak hesaplanmigtir. Bu korelasyonun oldukga yiiksek oldugu
sOylenebilir.Sans basarisindan arindirilan ham puanlardan elde edilen bazi betimsel istatistikler Tablo
6’da verilmistir.
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Tablo 6: Sans Basarisindan Arindirilmis 2003 ve 2005 OKS Tiirkce Alt Test Puanlarina Ait Baz
Betimsel Istatistikler

Ortalama Carpiklik  Basiklik
Giiglik  katsayilar1  Katsayilar

Alt Testler K N X S%y Sx KR-20

Tzuglgge 25 1031 9916 57,30852 7,57 09338 0397 0,021 -1,063
T;glgge 25 1031 9359 5343419 731 09337 0374 0.064 20,950

Tablo—6 incelendiginde, sanstan arindirilmis puanlara ait ortalama ve ortalama giicliigiin
diistiigli; gilivenirlik ve varyansin yiikseldigi gozlenmektedir. Bu durum literatiirle benzerlik
gostermektedir (Telli, 1993; Sahhiiseyinoglu, 1998; Araz, 2001). 2003 ve 2005 OKS Tiirkge alt
testlerinin ortalama gii¢liik indeksleri arasinda manidar bir fark olup olmadigi, iki oran arasmdaki
farkin test edilmesi suretiyle irdelenmistir. Sonuclar Tablo-7’de verilmistir.

Tablo7 : 2003 Yih ve 2005 Yih Sans Basarisindan Arindirilmis Test Puanlarimin Ortalama
Giicliik Diizeylerinin Karsilastirilmasi

Alt Testler p y )
Tiirkge 2003 0,397
1,095 0,283
Tiirkge 2005 0,374

Tablo—7 incelendiginde, 2003 ve 2005 yilarmma ait testlerin ortalama giigliikkleri arasinda
istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadig gézlenmistir. Esitlenmek istenen testlerin esit glivenirlikte
olup olmadigina iliskin sonuglar Tablo—8’de verilmistir.

Tablo 8: 2003 Yih ve 2005 Yih Sans Basarisindan Arindirilmis Test Puanlarimin
Giivenirliklerinin Karsilagtirilmasi

Alt Testler KR-20 Zr Z
Tiirkge 2003 0,9338 1,687
Tiirkge 2005 0,9337 1,6865 0,0113

Tablo—8 incelendiginde, testlerin giivenirlikleri arasinda istatistiksel olarak manidar bir fark
olmadig1 goriilmiistiir. Diger esitleme sartlar1 ise, iki testin ortalamalari ve varyanslarinin esit
olmasidir. 2003 ve 2005 OKS Tiirkge testlerinin ortalamalar1 arasindaki farka bagimsiz gruplar i¢in t
testi ile; varyanslar arasindaki farka F testi ile bakilmistir. Sonuglar Tablo—9’da verilmistir.

Tablo 9: 2003 Yii ve 2005 Yih Sans Basarisindan Arindirilmis Test  Puanlarimin
Ortalamalarimin ve Varyanslarinin Karsilagtirilmasi

Alt Testler Y t p S*x F p
Tiirkge 2003 9,916 57,30852
Tiirkge 2005 9,359 1,701 0,0894 53,43419 107 0,261

Tablo—9 incelendiginde, testlerin ortalamalar1 ve varyanslar1 arasmda manidar bir fark
olmadig1 gézlenmistir.

II. Asama: Verilerin analizinin ikinci agsamasinda, dogrusal ve esit yiizdelikli esitleme ¢aligmasi
yapilmustir.
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Dogrusal esitleme icin Crocker ve Algina’nin (1986) “Diizenek I” yontemi kullanilarak 2003
OKS Tiirkge testi puanlari, 2005 Tiirkce testi puanlarina esitlenmistir. Esitlenmis puanlar1 elde etmek
icin (1) no’lu esitlikten verilen denklemden yararlanilmistir. Dogrusal esitleme yonteminin, iki testin
puan dagilimlar1 benzer oldugu durumlarda kullanilmasi uygundur (Thorndike, 1982; Skaggs and
Lissitz, 1986; Crocker ve Algina, 1986; Woldbeck, 1998). Iki dagilimin benzer olup olmadig, her iki
testin puan dagilimina ait carpiklik ve basiklik katsayilarma bakilarak incelenmistir. Tablo-3 ve
Tablo7°’de verilen sanstan arindirilmamig ve arindirilmamis puanlara ait carpiklik katsayilari
incelendiginde her iki katsaymn da birbirine yakin oldugu ve sifira yaklastigi gozlenmektedir. Bu
bulgulara gore dagilimlarin birbirine benzer oldugu soylenebilir. iki teste ait ham puanlar ve frekans
dagilimlar1 ve toplamli frekanslar1 bulunmustur. Toplamli frekanslar bulunduktan sonra, iki testin ham
puanlarinin ylizdelik siralar1 hesaplanmistir. Ham puanlarin yiizdelik siralar1 ayni sirada olmadig i¢in
Livingston (2004) (3) no’lu esitlikte verilen 6teleme formiiliinden yararlanilarak uygulanmigtir.

III. Asama: Son asamada ise esitleme hatasi hesaplanmistir. Esitleme yontemlerinin
uygunlugunun oOlglisii olarak (4) no’lu esitlikte verilen agirliklandirilmig hata kareleri ortalamasi
kullanilmastir.

3. BULGULAR VE YORUM

3.1. Sans basarisindan arindirilmamms 2003 ve 2005 yillari OKS Tiirkce testi ham
puanlarimn, esit yiizdelikli esitleme yontemi kullanilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlara
iliskin bulgular.

Bu alt problem i¢in ilk olarak, sans basarisindan arindiritlmamig 2003 yili Tiirkce test puanlari,
2005 y1l1 puanlarma Crocker ve Algina’nin (1986) tek grup diizenegine dayali, esit ylizdelikli esitleme
yontemi ile esitlenmistir. 2005 yil1 ham puanlar1 ve bu puanlara karsilik gelen esitlenmis puanlara ait
grafik Sekil 2°de verilmistir.
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Sekil 2: Sans basarisindan arindirilmams 2003 yili test puanlarimin 2005 yih test puanlarina esit
yiizdelikli esitleme yontemi ile esitlenmesi

Sekil 2 incelendiginde, esitlenmis puanlar ile 2005 y1l1 ham puanlar arasinda dogrusal bir iligki
oldugu gozlenmektedir. Bu iligki Y=1,024X-0,007 denklemi ile ifade edilebilir. Grafik incelendiginde
dogrunun egiminin 1’ e ¢ok yakin oldugu gozlenmektedir.

Her iki teste ait ham puanlar nadiren ayni yiizdelik siraya denk geldigi icin Livingston (2004)
tarafindan Onerilen Steleme formiilii uygulanmistir.
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3.2. Sans basarisindan arindirilmamus 2003 ve 2005 yillarn OKS Tiirkce testi ham
puanlarimin, dogrusal esitleme yontemi kullanilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlara
iliskin bulgular.

2003 yili puanlari, 2005 yili puanlarma Crocker ve Algina’nin (1986) tek grup diizenegi
kullanilarak, dogrusal esitleme yontemi ile esitlenmistir. Ham puanlar ve esitlenmis puanlara ait grafik
Sekil 3’te verilmistir.
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Sekil 3: Sans basarisindan aridirilmamis 2003 yih test puanlarimin 2005 yih test puanlarina
dogrusal esitleme yontemi ile esitlenmesi

Sekil 3’ teki grafige bakildiginda ham puanlar ve esitlenmis puanlar arasindaki iligkinin dogrusal
oldugu goriiliir. Bu iligki matematiksel olarak Y=1.041x-0.147 denklemi ile ifade edilebilir.

3.3. 2003 ve 2005 yih OKS Tiirkce alt testlerinin ham puanlarimin sans basarisindan
arindirilmadan esitlenmesinde esit yiizdelikli esitleme ve dogrusal esitleme yontemlerinden
hangisi daha uygundur?

Bu alt problemde bu iki yonteme ait agirliklandirilmis hata kareleri ortalamasi1 bulunmus ve
agirliklandirilmig hata kareleri ortalamasi en kiiciik olan yontem, sans basarisindan arindirilmadan
yapilan esitleme i¢in en uygun yontem olarak kabul edilmistir. Sans basarisindan arindirilmamis 2003
yili puanlarmin 2005 yili puanlarina esitlenmesine ait agirliklandirilmisg hata kareleri ortalamalari
Tablo-10’da verilmistir.

Tablo 10: Sans Basarisindan Arindirilmams Puanlarin Dogrusal ve Esit Yiizdelikli Esitleme
Yontemleri Kullanilarak Elde Edilen Agirhklandirilmis Hata Kareleri Ortalamalar1 (AHKO)

Esitleme Yontemleri

AHK.O. Esit Yiizdelikli Esitleme Dogrusal Esitleme

0,007 0,006

Sanstan arindirilmamis 2003 ve 2005 OKS Tiirkce alt test puanlarmin dogrusal esitleme yontemi
kullanilmas1 sonucu elde edilen hata kareleri ortalamasi (esitleme hatasi) 0,006 olarak bulunmustur.
Sanstan arindirilmamis ham puanlarin, esit ylizdelikli esitleme yontemi kullanilarak egitlenmesinde ise
hata kareleri ortalamasi 0,007 olarak bulunmustur. Skaggs ve Lissitz (1986), hata kareleri
ortalamalarmin manidarhigimn belirlenmesinde istatistiksel bir test olmadigin1 ve bu hataya iliskin
degerlerin 0,05 veya daha biiylik olmast durumunda pratikte anlamli olabilecegini belirtir. Her iki
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yontem i¢in de hata karelerinin ortalamalarmin 0,05’ten kiiclik ve birbirine yakin degerler oldugu
goriilmektedir. Esitleme hatalarmin yakin degerler almasmin, dagilimlarin birbirine benzer olmasindan
kaynaklandig1 disiiniilmektedir (Felan, 2002). Dogrusal esitlemeye ait hata daha kii¢lik oldugu i¢in
sans basarisindan arindirilmadan yapilan esitlemede, dogrusal esitlemenin daha uygun bir yontem
oldugu soylenebilir. Bu bulgu Budescu’nun (1987) bulgulari ile tutarhilik gostermektedir. Bu durumun
ortaya ¢ikmasinda, esitleme kosullarmin karsilanmasinin etkili oldugu diisiiniilmektedir.

3.4. Sans basarisindan arindirilan 2003 ve 2005 yillar1 OKS Tiirkce testi ham puanlarinin,
esit yiizdelikli esitleme yontemi kullamlmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlara iliskin
bulgular.

2003 yili sans basarisindan arindirilmis ham puanlarin, 2005 yili sans basarisindan arindirilmig
ham puanlara esit ylizdelikli esitleme yontemiyle esitlenmistir. Ham puanlar ve esitlenmis puanlara ait
grafik Sekil 4’te verilmistir.
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Sekil 4: Sans basarisindan arindirilmis 2003 yih test puanlarimin 2005 yih test puanlarina esit
yiizdelikli esitleme yontemi ile esitlenmesi

Sekil 4 incelendiginde, esitlenmis puanlar ile ham puanlar arasindaki iligkinin dogrusal oldugu
goriilmektedir. Bu iliski matematiksel olarak Y=0,977X+0,002 denklemi ile ifade edilir.

2003 y1l1 OKS Tiirkge alt testi sanstan armdirilmis puanlari, 2005 yili puanlarma esit yiizdelikli
esitleme yontemi ile esitlenmistir. Sans basarisindan arindirilmadan yapilan esit yiizdelikli esitleme
yonteminde oldugu gibi (3) no’lu esitlikten yararlanilmigtir.

3.5. Sans basarisindan arindirilan 2003 ve 2005 yillar1 OKS Tiirkge testi ham puanlarinin,
dogrusal esitleme yontemi kullanmilmasi sonucu elde edilen esitlenmis puanlara iliskin bulgular.

Dogrusal esitleme yontemi icin Oncelikle iki testin sans basarisindan arindirilmig puanlarinin
ortalamasi ve standart sapmasi bulunmus ve 2003 puanlari, 2005 puanlarina esitlenmistir.

Ham puanlar ve esitlenmis puanlara ait grafik Sekil 5’te verilmistir.
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Sekil 5 Sans basarisindan arindirilmis 2003 yili test puanlarimn 2005 yii test puanlarina
dogrusal esitleme yontemi ile esitlenmesi

Sekil-5’te goriildiigii gibi, puanlar arasindaki fark uglarda fazla ve orta noktalarda hemen hemen
aynidir. Esitlenmis puanlar ile ham puanlar arasindaki iliski Y=0,932X+0,113 denklemi ile ifade
edilebilir.

3.6. 2003 ve 2005 yih OKS Tiirkce alt testlerinin ham puanlarimin sans basarisindan
arindirilarak esitlenmesinde esit yiizdelikli esitleme ve dogrusal esitleme yontemlerinden hangisi
daha uygundur?

Tablo—11’de sanstan arindirilmis puanlarin dogrusal ve esit yiizdelikli esitleme yontemine ait
agirliklandirilmig hata kareleri ortalamalar1 verilmistir.

Tablo 11: Sans Basarisindan Arindirilmis Puanlarin Dogrusal ve Esit Yiizdelikli Esitleme
Yontemleri Kullanilarak Elde Edilen Agirhiklandirilmis Hata Kareleri Ortalamalar1 (AHKO)

Esitleme Yontemleri

Esit Yiizdelikli Esitleme Dogrusal Esitleme

AHK.O. 0,0054 0,0096

Tablo-11 incelendiginde, sans basarisindan arindirilan ham puanlarin esit ylizdelikli esitleme
kullanilarak esitlenmesine yonelik bulunan agirliklandirilmig hata kareleri ortalamasi 0,0054; dogrusal
esitleme yontemi kullanilarak hesaplanan esitlenmis puanlar ile ham puanlara iligkin agirliklandirilmig
hata kareleri ortalamasi 0,0096 olarak goriilmektedir.

Her iki yonteme iligkin esitleme hatasmin, 0,05’ten kiigiik oldugu goriilmiistiir. Esit yiizdelikli
esitleme yoOntemine ait agirliklandirilmig hata kareleri ortalamasi daha kiiciik oldugu icin, esit
yiizdelikli esitleme yonteminin daha uygun oldugu sdylenebilir.

3.7. 2003 ve 2005 yih OKS Tiirkce alt testlerinin ham puanlarimin sans basarisindan
arindirilarak ve arindirilmayarak esitlenmesinde kullanilan dogrusal esitleme yontemlerinden
hangisi daha uygundur?
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Tablo 12: Sans Basarisindan Arindirilmamis ve Arindirilmis Puanlarin Dogrusal Esitleme
Yontemi ile Esitlenmesine Yonelik Agirhklandirilmis Hata Kareleri Ortalamasi

AHKO Dogrus"al Esljdeme
Yontemi
Sanstan Arindirilmamis 0,006
Sanstan Arindirilmis 0,0096

Tablo—12 incelendiginde sanstan arindirilmamis test puanlarinin  dogrusal esitleme ile
esitlenmesine ait agirliklandirilmis hata kareleri ortalamasinin daha kiiciik oldugu gézlenmektedir.
Daha once esitleme kosullarina iligkin yapilan analizler sonucunda, sans basarisindan arindirilan
puanlara ait ortalama ve varyanslar arasindaki farkin arttigi goézlenmis ancak bu farkin manidar
olmadig1 belirlenmistir. Ortalama ve varyanslar arasi farkin artmasinin, sans basarisindan armdirilmig
puanlarin dogrusal esitlemesine yonelik esitleme hatasini arttirabilecegi ileri siiriilebilir.

3.8. 2003 ve 2005 yih OKS Tiirkce alt testlerinin ham puanlarimin sans basarisindan
arindirilarak  ve arindirilmayarak esitlenmesinde kullanilan esit yiizdelikli esitleme
yontemlerinden hangisi daha uygundur?

Tablo 13: Sans Basarisindan Arindirilmams ve Arindirilmus Puanlarin Esit Yiizdelikli Esitleme
Yontemi ile Esitlenmesine Yonelik Agirhklandirilmis Hata Kareleri Ortalamasi

AHKO Esit Yiizdelikli Esitleme

Yontemi
Sanstan Arindirilmamis 0,007
Sanstan Arindirilmig 0,0054

Tablo-13 incelendiginde, sanstan armndirilmis puanlarin esit yiizdelikli esitlenmesi sonucu
hesaplanan agirliklandirilmig hata kareleri ortalamasi daha kiigiik oldugu goriilmiistiir. Bu durumun
nedeninin, esit ylizdelikli esitleme yontemi icin gerekli olan sik puan araligindan kaynaklandigi
diistliniilebilir. Esit yiizdelikli esitleme i¢in puan araliginin sik ve gergin olmasi ile ham puan dagilimin
diger puan dagilimina denk gelmesi saglanir (Angoff, 1971; Woldbeck, 1998). Sanstan arindirilmamis
esitlemede puan aralifi 1 iken, puanlar sanstan arindirildiginda puan araligi 0,33 olmustur. Bu
durumun, esit yiizdelikli esitleme yontemine ait hatanin kiigiilmesine neden oldugu diisiiniilebilir.

4. SONUC VE ONERILER

Bu caligmada, 2003 ve 2005 OKS Tiirk¢e alt testlerine ait ham puanlarin sans basarisindan
armdirtlmadan ve armndirilarak esitlenmesinde dogrusal ve esit yiizdelikli esitleme yontemlerinden
hangisinin daha uygun oldugu incelemistir. Arastirmaya ait sonug ve dneriler asagida verilmistir.

4.1. Sonuglar:

1.  Sans basarisindan arindirilmamig 2003 yili OKS Tiirk¢e alt test puanlarmnin, 2005 yili
puanlarina dogrusal ve esit yiizdelikli yontem kullanilarak esitlenmesinde, dogrusal esitlemeye ait
esitleme hatasmin daha kii¢lik oldugu goriilmiistir.

2. Sans basarisindan armdirilmig 2003 yili OKS Tiirkge alt test puanlarmin, 2005 yili
puanlarina dogrusal ve esit yiizdelikli yontem kullanilarak esitlenmesinde, esit yiizdelikli esitlemeye
ait esitleme hatasmin daha kiiciik oldugu gdézlenmistir.

3. Sanstan armdirilmig puanlarin esitlenmesinde, agirliklandirilmis hata kareleri ortalamasi
en kiigiik olan yontem, esit yiizdelikli esitleme yontemi olarak bulunmustur.
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4.  Ham puanlar sanstan armdirildiginda, dogrusal esitlemeye ait hatanin arttig1 goriilmiistiir.

5. Ham puanlarm sanstan arindirilmasi sonucu, puan ranjimin genisledigi ve puan
araliklarinin daraldigi gézlenmistir. Bu durumun, esit ylizdelikli esitlemeye ait hatanin kiigiilmesine
neden oldugu diisiiniilmektedir.

6.  Iki puan dagilminin birbirine benzer olmasi sonucunda, esitlenmis puanlarin benzer ve
esitleme hatalarinin birbirlerine oldukca yakin oldugu goriilmiistiir.

7. Tek grup diizeneginde, birbirine esitlenecek olan iki veya daha fazla test ayni gruba
uygulamr. Uygulamas1 oldukg¢a basit ve pratik bir yontemdir. Aym grubun her iki formuda almas1 bu
diizenegi giiclii kilan bir 6zelliktir ve bu sebeple de bu diizenek araciligiyla elde edilen esitleme
kesinligi diger diizeneklere gore daha yiiksek, esitleme hatasi ise daha disiiktiir (Livingston, 2004;
Felan 2002; Zhu, 1998; Dorans, 1990; Crocker ve Algina 1986). Bu bulgulara dayanarak, arastirmada
tek grup diizeneginin kullanilmasi, esitleme hatasina iligkin degerin oldukea kiiglik ¢ikmasina neden
oldugu sdylenebilir.

4.2. Oneriler:

Oneriler asagida, arastirmanin devam ettirilmesine ve kullanim alan1 bulmasina yénelik olmak
iizere iki kisimda verilmistir.

Arastirmanin devam ettirilmesine yOnelik Oneriler:

1.  Bu g¢aligmada tek grup diizenegi kullamlmistir. Diger diizenekler diizenegi kullanilarak
aragtirma yeniden yapilabilir. Boylece sonuglar birbiriyle karsilastirilabilir.

2. Arastirma, madde sayis1 daha fazla olan testler iizerinde, daha biiyiikk gruplarda
tekrarlanabilir.

3. Farkl sans basarisindan arindirma teknikleri kullanilarak, sans bagarisinin test esitlemeye
etkisi incelenebilir.

4. Aragtirmada klasik yontemlerle esitleme yapilmstir, IRT esitleme yontemleri denenebilir.

5. Daha o6nce uygulanmis iki farkli forma ait veriler iizerinde, ankor madde diizenegi

kullanilarak, sans basarisinin test esitlemeye etkisi incelenebilir.
6.  Coktan se¢meli testlerde, segenek sayisinin test esitlemeye etkisi, sans basarisi ile birlikte
incelenebilir.

Arastirmanin kullanim alani bulmasina yonelik 6neriler:

KPSS, ALES ve KPDS... gibi segme amach yapilan sinavlardan alinan puanlar birkag yil
siireyle kullanilabilmektedir. Fakat farkli zamanlarda bu sinavlardan alinan puanlarin ayn 6lgek
iizerinde yer almadik¢a esdeger kabul edilmesi dogru degildir. Puanlarm ayni kabul edilebilmesi igin
bir formun birim sisteminin diger formun birim sistemine doniistiiriilmesi gerekir. Bu doniisiim test
esitlemeyle saglanir. Ulkemizde uygulanan bu sinavlardan bazilarinda ham puanlar hesaplanirken sans
basarisindan arindirilir (KPSS). Bazi sinavlarda ise ham puanlar hesaplanirken sans basarisindan
armdirilmaz (KPDS). Bu ¢aligmanin bulgular1 dogrultusunda, sanstan arindirilmamig ham puanlarim
esitlenmesinde dogrusal esitleme yontemi, sans basarisindan armdirilmig puanlarin esitlenmesinde ise
esit yiizdelikli esitleme yonteminin kullanilmasi onerilebilir.
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Extended Abstract

In our country, in order to select students and staff for various institutions, tests such as
Student Selection Examination (OSS), High Schools Student Selection and Placement Examination
(OKS), Public Personnel Selection Examination (KPSS) etc. are applied every year. Though the
behaviours tested every year remain the same, different forms are applied on individuals to ensure test
security. The method developed for comparing the scores obtained from different forms is called test
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equation. Test equation method controls whether any of the various forms of tests measuring the same
structure, provides an advantage for the group taking it, or not.

The objective of this study is to find out whether chance success effects test equating, or not.
Single group design, and linear equating and equipercentile equating from classical equating
methodologies were used in the study. Furthermore, it’s aimed to obtain equated scores using these
equation methods, to establish a relationship between equated scores andraw scores, to find substitute
scores in parallel to this correlation, and to suggest the suitable equation method. No study examining
the effect of chance success on test equating could be found in the literature scan. Therefore, this study
is considered to contribute to the studies in the field of test equation.

The data of the study was collected from 1031 8th grade students from various primary
schools in Mersin province, in May of 2005-2006 Academic Year, by means of Turkish language sub-
tests of OKS 2003 and 2005. The scores of Turkish language sub-test of 2003 OKS were equated to
those of 2005 OKS using the linear equating and equipercentile equating methods, with and without
the chance success. For elimination of chance success in the scores, the correction formula in which
some of the wrong answers are subtracted from the number of the correct answers was employed. The
corrected test scores (CTS) were calculated by this formula:

crs =R~
k

C: Total number of correct answers

W: Total number of wrong answers

k: number of options

The data analysis was performed at three stages. At the first stage, it was checked if
equating conditions are fulfilled. It was checked whether two tests to be equated measure the same
structure or not, by combining the individual — item matrix of two tests and conducting factor analysis.
It was established that they both measure the same structure. Another equation condition is that both
tests are single dimensional. To ensure this, factor analysis of the test scores were carried out
separately, and it was identified that they both are single-dimensional. The correlation between the
tests to be equated should be high; the correlation between the two tests scores was calculated with
and without the chance success and the correlations were high in both cases. The mean scores, mean
difficulties, reliabilities and variances of both tests with chance success were compared, and no
statistically significant difference could be identified. This demonstrates that the equating conditions
are fulfilled for scores with chance success. The same statistics were calculated for the scores without
chance success, and it was established that mean scores, mean difficulties, reliabilities and variances of
both tests do not display a statistically significant difference, hence fulfilling the equating conditions.

At the second stage of data analysis, the scores with the chance success were equated using
linear and equpercentile equating methods to obtain equated scores. The same methods were applied
for scores without chance success of Turkish language sub-tests of 2003 and 2005 OKS, and equated
scores were obtained. At the third stage, weighted mean square error was calculated as conformity
scale of equation methods. The method with the lowest weighted mean square error was suggested as
the most suitable equating method.

At the findings part of the study, the scores of Turkish language sub-test of 2003 OKS were
equated to those of 2005 OKS using the linear equating and equipercentile equating methods, with and
without the chance success to find equated scores; and weighted mean square errors were calculated
out of these equated scores. Consequently, it was found out that equation error of linear equating is
smaller when Turkish language sub-test scores of 2003 OKS are equated to 2005 scores with chance
success using linear and equipercentile equating methods. As for the equating of scores without
chance success, it was observed that equation error of equipercentile equating is smaller. When raw
score were calculated without chance success, it was observed that the equating error of linear
equating increased while that of equipercentile equating decreased. As a result of single group design
being employed in the study and similarity of the two distributions, the values of the equation errors
were small and quite close to each other.

The suggestions part of study was gathered under two headings. Those are suggestions for
carrying on and using the study. In order to carry on the study to a further stage the following research
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may be conducted: the study may be repeated using balanced group design, may be repeated for tests
with more items on bigger groups, or the effect of chance success on test equating may be
investigated using different techniques for eliminating chance success. In this study, the equation was
performed through classical methods; IRT equation methods might be tried. Chance success effect on
test equating may be examined using anchor design on the data of two different forms applied earlier;
for multiple choice tests, the effect of the number of choices on test equating may be examined
together with chance success.

The scores obtained from selection examinations such as KPSS, KPDS and ALES are being
used for several years in our country. Unless the scores of different tests at different times are on the
same scale, it’s not accurate to accept them to be equivalents. Test equation would make it possible to
place scores of different forms onto the same scale. In parallel to the findings of this study, the linear
equating method for the equation of scores with chance success and equipercentile equating method
for equation of scores without chance success could be recommended.
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